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	試験処理能力の増加
	熟練オペレータのより有効な時間活用
	リピート性の向上
	安全性と人間工学の向上
	荷重、変位、時間、結果とともに、ステージの現在のX座標とY座標を試験全体を通して表示する無制限のライブディスプレイを設定するします。
	グラフは、多重試験片からのリアルタイムデータを提供します。最も一般的に表示されるのは、荷重対変位または応力対ひずみデータです。ワークスペースには多数のグラフを表示することができます。
	直感的なソフトウェアインターフェースにより、試験片設定や試験場所の特定のためにXYステージを様々な位置に移動させることができます。
	XY試験場所や部品IDのような共有特性による試験片のグループにより、類似部品からの結果を容易に比較します。
	1つの試験片上で、複数の試験片または複数の試験ポイントの試験場所のシーケンスを構築します。基本的なグリッドとボタンシーケンスにより、均一な試験片の試験を簡単に設定できます。
	最大ステージ



